Электронная микроскопия.
Вопросы экзаменационных билетов

1. Формула Аббе, сферическая аберрация и разрешающая способность электронного микроскопа.
2. Электронномикроскопический контраст некристаллических объектов. Резерфордовский закон рассеяния электронов. Полное сечение рассеяния и критическая эффективная толщина образца. 

3. Принцип действия электростатической и магнитной линзы. Движение электронов в длинной магнитной линзе – условие фокусировки и его связь со сферической аберрацией.

4. Рассеяние электронов на атоме. Амплитуда атомного рассеяния.

5. Ход лучей в электронном микроскопе. Устройство электронной пушки. 

6. Рассеяние электронов на элементарной ячейке. Структурный фактор элементарной ячейки.
7. Ход лучей в объективной линзе. Принципы формирования дифракционного и амплитудно-фазового контраста. 

8. Обратная решетка. Условия Лауэ. Закон Брегга.
9. Принцип действия однолинзового и двухлинзового конденсора.
10. Волновая функция и волновой вектор электрона. Преломление электронной волны. 

11. Влияние размеров и формы кристаллов на форму узлов обратной решетки. Угловые размеры дифракционных максимумов.

12. Кинематическая теория электронномикроскопического контраста. Суть кинематического приближения. Колонковое приближение. 

13. Геометрия электронограмм. Постоянная прибора. Анализ электронограмм.
14. Амплитуда рассеяния на идеальном кристалле. Толщинные и изгибные контуры экстинкции.
15. Контраст от несовершенных кристаллов, общее выражение.

16. Контраст от винтовой дислокации, параллельной плоскости фольги – анализ контраста методом амплитудно-фазовых диаграмм. Результаты расчета профиля изображения.
17. Экстинкционная длина, ее оценка для случая точного Брегговского отражения.

18. Электронномикроскопический контраст (полосы смещения) от плоских дефектов.

19. Типы электронномикроскопического контраста на частицах вторичных фаз.
20. Амплитудно-фазовый контраст – прямое разрешение кристаллической решетки.
